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(S) Me&instrument 

(g) Bin McSinstrument weist einen Haupt-Datenprozessor (1) 
und eine Bausteingruppe (2) auf. Oer Haupt-Oatenprozessor 
beinhattet eine Mikrosteuereinheit (4). eine Bedienertastatur 
(5), ein Anzeigegerat (6|, einen Programmspelcher (7) und 
einen Datenspeicher (8). Die Bausteingruppe beinhaltet 
einen Tastkopf {10). eine Mikrosteuereinheit (11), einen 
Programmspelcher (12), einen Speicher (13) zur Kalibrierung 
und fur Nachschlagetabellcn zur Linearisierung, einen Ana- 
log/OigitaUWandler (14) sowio einen Analogteil (15). Die 
Bausteingruppe (2) kann durch Steckverbindung mit dem 
Haupt-Datenprozessor (1) verbunden werden, der die ertor- 
derliche Energie und Oatenverbindungen fur die Baustein> 
gruppe (2) zur Verfugung stellt. Die Unterbringung von 
Nachschtagetabeiten in der Bausteingruppe. bedeutet. daS 
• dtese Tabetlen auf den speziellen. yerwendeten Tastkopf (10) 
zugeschnitten sein konnen, was die Genauigkeit des Instru- 
■ menis betrachtiich verbessert. 
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Die Erfindung bezieht sich auf ein MeBinstrujncnt 
msbesondere, jedoch nicht ausschliefllich, ein MeGin- 
strumem zur Messung der Schichtdicke eines Oberzugs 
auf einem Subsirat 

Instrumente zxir Messung von Schicludicken sind be- 
kannt. Bci cincm deranigcn, als Handgerai ausgebilde- 
tcn instrument gcwinni man ein eiektrfsches Signal mit- 



beschichtste Substrai aneelcet wird. Das Signal wirH vVrfn...^. ^ oausiemgruppe zur 



beschichtste Substrai angelcgt wird. Das Signal wird 
yerarbeitet, urn einen MeBwert der Schichtdicke zu er- 
haiien. Digitale Verarbeitungsschahungea und anaioge 
Mefi-Bauelemente sind zusammen mit einer Batterie, 
cmem Anzeigegerat und einer Tastatur in einem emzi- 
gen Gehause integriert. Der Tasikopf ist entweder per- 
maneni verdrahiet Oder anderweitig liber eine geeigne- 
te Sleeker- und Fassungsanordnung angeschlossea Die 
Schichtdicke wird gcmessen, indem ein anaioger MeB* 
wandicr benutzt wird, der eine nichtlineare Ausgangss- 
pannung in Abhangigkeii der eingangssciligen Dicke 
iiefert. Die Ausbiidung des analogcn Teiis hangt von der 
Art des Subsirats ab, an dem die Messungcn durchge- 
fuhri werden, sowie von dem spczielien MeBbereich des 



steusreinheit, eine Bedienertastatur ein Anzei^egerai 
sowie Programmspeicher und Datenspeicher a\:f. Die 
Bausteingruppe weisi. zusiitzlich zu dem Speicher mit 
den als Nachschlageiabeilen bekannten Wertctabcden 
und dem Kopf, auch einen Programmspeicher, einen 
Anajpgteil sowie einen Anaiog/Digital-Wandler auf. 
Der Speicher der Nachschiagetabellen basiert vorteii- 
hafterweise auf nicht-nuchtigcn Lesc/Schreib-Elnrich- 
lungen. Der Haupi-Daienprozessor steili die Leisiung 



Verfugung, 

Damit die Erfindung besonders kiar verstandiich 
wird, ist eines der Ausfuhrungsbeispiele der Erfindung 
beispielhaft unter Bezugnahme auf die einzige Zeich- 
i5 nungsfigur be<u:hrieben, die eine Blockdarsteilung der 
Schahung eines erfindungsgemaBen Meflinstruments 
ftir Schk:htdicken zeigt. 

Bezugnehmend auf die Zeicbnung weist das Mefiin- 
sirumeni fiir Schichtdicken einen Haupt-Datenprozes- 
20 sor I und cine Bausteingruppe 2 auf. Der Haupt-Daien 
prozcssor 1 weist ein Gehause 3 auf, in dem eine Mikro- 
stcucrcinheit 4. eine Bedienertastatur 5, ein Anzeigegc- 
rat 6, ein Programmspeicher 7 und ein Datenspeicher 8 
angeordnet sind; Die Bausteingruppe 2 wcist cin Gchau- 



wira aazu DcnutZi. den Betrieb des Instruinents.zu or- Tastknnf^ in • ul:. .. . ' 



wird dazu benutzt. den Betrieb des Instruinents.zu or- 
ganisieren, etwa die LeistungsregeJurig. die Funktion 
der Tastatur. Dispiaytreiber, die Datenspeicherung, die 
staiistische Analyse und die Obertragung. der Dicken- 
werte auf die Penpherieeinrichtungen. Der iibrige Teii 
der Schahung bescfaSftigt sich mit der analogcn Kompo- 
nenie fur die Bcrechnung der Dickcnwenc unter Be- 
rucksicntigung der analogcn Ansprechcharakteristik, 
Die Kombination simtlicher diescr Elemente ergibt ein 
leistungsfahiges Instrument, das jedoch mit dem Nach- 
teilzweier wesenUicher Einschr^nkungen behaftei ist. 

Wenn em Instrument gebaut wird, ist es darauf einge- 
schrankt, Messungen an einem bestimmten Substrat 
Oder in einem bestimmten Schichtstarkenbereich durch 



. Spezifikatior wiirdc den Kauf eines neuea vollsiandi- 
gen Instruments erforderlich machen. Auch wenn ein 
Tastkopf verschleifit oder beschadigt wird, bedeutet ei- 
ne Auswechslung den Ubergang auf eine Normalspezi^ 
fikaticn, so dafi. falls das Instrument nicht in die Fabrik 
zuruckgebracht wird, lediglich cine annahernde Anpas- 
sung erreichbar ist, so dafl das Linearitatsverhalten ali- 
gemeinmangelhaft ist. 
GemaB der vorliegenden Erfindung sind diese Unzu 



Tastkopfes 10. eine Mikrosteuereinheit tl, ein Pro- 
grammspeicher IZ ein Kalibrierspeicher 13 mit Nach 
schlagetabellen zur Linearisation, ein Analog/Dieital- 
Wandler 14 und ein Analogieil 15 angeordnet sina " 
30 In dem Haupi-Daienprozessor 1 ist die Mikrosteue- 
reinheit 4 so geschahet, dafi sie von der Bedienertasta- 
tur 5 fustierungen fiir die Kaiibnerung und aus dem 
Programmspeicher 7 ein Programm erhaii und daB sie 
auBerdem aus dem Datenspeicher 8 Daien erhait und an 
35 dicsen abgibt. Die Mikrosieucreinheit 4 ist auBerdem so 
geschahei, daB sie dem Anzeigegerat 6 Dickenwertc 
zufiihrt 

In der Bausteingruppe 2 ist die Mikrosteuereinheit 11 
so geschaitet, dafi sie aus dem Programmspeicher 12 ein 



r7nfrthPi.f1 cj« Yru — *w*v.^cx^.v^i.uci ^i^n uujc.n- so gescnaitet, azii sie aus dem Programmsneicher 12 ein 



45 



die Merkmaie des Anspruches 1 aufweist, also durch ein 
MeBinstrument mit einem MeBkopf und diesem zuge- 
ordneien Mittcln zur Erzeugung eines Signals, das fiir 
ejne stattfindende Messung repraseniaiiv ist, wobei das 
MeBinsirument dadurch gekennzeichnet ist, daB diese 
Mmei emen Speicher enihalien. der eine Tabsllc mit 
Werten speichert, die zu einer Reihc- von Messungen in 
Bezug stehen, die mit dem MeBkopf geiatigt wurden. 

Bel einem bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel der Er- 
fmdung weist das MeBinstrument einen Haupt Daten-^ 
prozessor und eine Bausteingruppe auf, in der sowohl 
der Kopf als auch der Speicher untergebracht sind, in 
dem die Wertetabelle gespeichert ist. Der Haupt-Da^ 
ten prozessor und die Bausteingruppe sind dazu einge- 
richiet. mitiels Steckverbindung zusammengesieckt zu 
werden. Unicrschiediiche Bausieingruppen kbnnen da- 
her m den gleichen Haupt-Daienprozessor eingestecki 
werden. Der Haupi-Datcnprozessor weist eine Mikro- 



und diesem zufiihrt, der als Kaiibrierspeicher und Spei- 
cher fur Nachschiagetabellen zur Linearisierung dient. 
Der Tastkopf 10 erhaii von dem Analogteil 15 ein 
Wechselspannungssignal, das von dem bcschichteten 
Subsirat modifiziert wird Dieses modifiziene Signal 
wird zu dem Analogteil zuruckgefiihrt. in dem Wandler 
14 in em Gleichspannungssignal umgesetzt und der Mi- 
krosteuereinheit 11 zugefuhrt- Der Haupt-Datenpro- 
zessor 1 und die Bausteingruppe 2 sind miteinandcr 
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geeigneten Emnchtung aus Stecker und Steckfassung 
verbunden. Der Haupt-Datenprozessor 1 stellt die er. 
forderliche Leistung und die Datenverbindungen fur die 
Bausteingruppe 2 uber diese Steckverbindung zur Ver- 
-fOgung. 

Beini Betrieb des Instruments erzeugt die Mikro- 
steuereinheit U einen Dickenwert der der Mikrosteue- 
reinheit 4 zugefuhrt wird. Dicser Wert wird in der Ein- 
heit 11 erzeugt indcm unter Stcucrung des im Speicher 
12 bcfindlichcn Programmi eine Interpolation zwischen 
Schritten der Nachschiagetabelle im Speicher 13 durch- 
gefuhrt wird. wobei die Schritte in Abhangigkeit von 
dem Signal gewahlt sind, das von dem Tastkopf 10 er- 
haiten und in dem Teil 15, dem Wandler 14 und der 
Einheit U aufbereitet wird. Die Mikrosteuereinheit 4 
gibi diesen Dickenwert auf dem Anzeigegerai 6 unter 
Steuerung der Speicher 7 und 8 wieder. 

Wenn das oben beschriebene Instrument, hcrgesielh 
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wird, kannder Linearisierungsspeicher{Nachschlageta- 
bellen) wahrend der Herstcllung individuell an den Tast- 
kopf angepaOt werden, die beide Teil einer und dersel- 
ben Bausteingruppe sind. Da, unter anderem wegen 
Hcrsiellungsioleranzen, kein Tasikopf dem anderen 5 
gJcich ist, crhoht diese M5glichkeil die Genauigkeil dcs 
Instruments. Im Vcrglcich hicrzu wcrden bei Elnrich- 
tungen genia3 dem Stand der Technik die Tastkdpfe 
einer Produktionscharge kalibriert, und der Mittelwcrt 
dieser Chargenkalibrierung wird in den Nachschlageta- 10 
belief! gespeichert. Durch Obemahme des Durch> 
schnittswerts wird dadurch ein gewisses Ausmafi an Un- 
genauigkeit mit ubemommen, selbst wenn diese fur eini- 
ge der Tasikopfe gering sein soUte. Die Unterbringung 
des Tastkopfes in der gleichen Bausteingruppe zusam- 15 
men mil seinen eigenen, individuellen Nachschlageta- 
bellen bedeutet, daB in dem Falle, daO ein Endbenuizer 
cine verschiissene oder besch^digie Bausteingruppe 
nach der ursprunglichcn Herstellung auszutauschen 
wunscht, der Tastkopf in der Austausch- Bausteingruppe 20 
cbenfalls an seine eigene Nachschlagetabelle angepaOt 
sein kana Weiterhin kann der Endbenutzer, indem cr 
einen Haupt-Datenprozessor und eine Auswahl an Bau- 
steingruppen zur Verfugung hat, iiber eine betrachtliche 
Mefikapazitat verfiigen, und zwar in wesentlich win- 25 
schaftlicherer Weise als dies mit einer Anzahl Ublicher. 
Instrumenie mOgiich ware. AuBerdem braucht der 
Haupt-Datenprozessor nicht auf die Dickenmessung 
beschr&nkt zu sein, sondeni kdnnte auch zusammen mit 
Bausteingruppen zur Messung von Temperatur, Feuch- 30 
tigkeit, Ultraschall und derglcichen vcmendet werden. 

Es versteht sich. daB das obige Ausffihrungsbeispiel 
lediglich beispielhaft beschrieben ist und daB vielerlei 
Abwandlungen mdglich sind, ohiie den Bereich der Er> 
findung zu verlassen. .35 

Patentanspruche 

1. MeCinstrument mil einem MeBkopf und diesem 
zugcordneten Miiiein zur Erzeugung eines Signals. 40 
das fur eine siattfindende Messung reprasentativ 
ist, dadurch gekennzeichnet, daQ diese Mittel ei- 
nen Speichcr (13) cnthalten, der eine Tabcllc mit 
Wertcn spcichert, die zu cincr Rcihc von Messun- 
gen in Bezug stehen, die mit dem MeSkopf (10) 45 
geiatigt wurden. 

2. Meflinstrument nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafl es einen Haupt-Datenprozessor 
(1) und eine Bausteingruppe (2) aufweist und daQ 
der McOkopf (10) und der Speicher (13) in der Bau- 50 
steingruppe (2) untergebracht sind. 

. 3. Mefiinstrument nach Anspruch 2, dadurch ge- 
kennzeichnei, daB der Haupt-Daienprozessor (1) 
und die Bausteingruppe (2) dafiir eingcrichtct sind, 
mittels einer Steckverbindung miteinander verbiin- 55 
den zu werden. 

4. MeBinstrumcnt nach Anspruch 2 oder 3, dadurch 
gekennzeichneudaO der Haupt-Datenprozessor (I) 
eine Mikrosieuereinheit (4), eine Bedienertastatur 
(5), ein Anzeigegerat (6) einen Programmspeicher so 
(7) und einen Oatcnspeicher (8) aufweist und daB 
die Mikrosteuereinheit (4) dazu eingerichtei ist, 
vom Benutzer mitiels der Tastatur (5) eine Kali- 
brierjustierung und aus dem Programmspeicher (7) 
ein Programm zu erhalten, und daB sie auBerdem 55 
dazu eingerichtei ist, um vom Datenspeicher (8) 
Daten zu erhahen und an dicsen abzugcbcn. 

5, Meflinstrument nach cincm der Anspriichc 2 bis 
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4. dadurch gekennzeichnet, daB der Haupt-Daten- 
prozessor (1) Energie und Datenverbindungen fOr 
die Bausteingruppe (2)zur Verfugung steilt. 

6. Meflinstrument nach einem der vorausgehenden 
AnsprQche, dadurch gekennzeichneu daQ der Spei- 
chcr (13) der Nachschlagetabelle cine nichifliichli- 
gc Lcse/Schreib-Einrichlung isu 

7. Mefiinstrument nach einem der vorausgehenden 
AnsprQche, dadurch gekennzeichnet, daB es ais In- 
strument zum Messen von Schichtdicken ausgebil- 
detist. 

8. MeOinstrument nach einem der vorausgehenden 
Ansprui:he, dadurch gekennzeichnet, daB die Bau- 
steingruppe (2) eine Mikrosieuereinheit (11), einen 
Programmspeicher (12) und einen Analog/Digital- 
Wandler(t4) aufweist urid daSdie Mikrosteuerein- 
heit (1 1) so geschaltet ist, daB sie von dem die Nach- 
schlagctabellen enthalienden Speicher (13) Daten 
erh^lt und diesem zuf Qhrt 



Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen 



ZaCMNUNGEN SEfTE 1 



Nufiuner ; 



Offenlegungstag: 



DE 43 11614 A1 
G01D 3/02 
U> Okroberl933 




15 



Gleich- 
spannung 



Modifizierte - 
Gleichspannung 



Anologteil 

T 



Kolibrierspeicherl 



"rnif 



i Linearis ierungs- 
I speicher 

(Tabbellen) 



Wechselspannung 



Tostkopf 



'10 



308041/638 



